
Thermo Scientific Nexsa 表面分析系统
多技术集成型高性能 XPS
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信心十足的分析
表面和界面分析充满了挑战性。需要能够为后续步骤研发改进提供可靠结果的
仪器。Thermo Scientific™ Nexsa™ 表面分析系统是一种高性能 X 射线光电子能
谱仪，在保证高效的数据质量和样品测试通量的同时，专门设计的多技术联合
测试结合层平台。

高性能 XPS 
•  全新设计的 X 射线源可以提供出色的灵敏度，以便于检测低浓度组分，同
时具有适用于小型特征分析的微聚焦X束斑

多技术集成选项 
• UPS：紫外光电子能谱

• REELS：反射式电子能量损失谱

• ISS：离子散射能谱

•  拉曼：利用 Thermo Scientific™ iXR™ 拉曼光谱仪分析分子键和结构信息

双模式离子源选项 
•  Thermo Scientific™ MAGCIS™ 双模式离子源可扩大深度剖析应用

应用 
电池 ■ 生物表面 ■ 催化剂 ■ 陶瓷 ■ 玻璃涂层 ■ 石墨
烯 ■ 纳米材料 ■ OLED ■ 金属和氧化物 ■ 聚合物 ■ 太
阳能电池半导体 ■ 薄膜

拉曼 

离子 

X-射线

UV 

电子 



微聚焦、单色化 Al K-α X 射线源 
可在 10-400 µm 的范围内调节

标准配置

EX06 单粒子离子源  
200 eV – 4 keV 离子能量 

双束电子源可实现电荷补偿 

拥有自动传输功能的快速进样
室，可实现快速放样 

三重相机观察系统，可轻松
查找待分析特征 

功能齐全的 Avantage 软件

升级选项
MAGCIS

以双模式单粒子和气体团
簇复合离子源替换  EX06 

双极性分析器
适用于 ISS 

紫外光源
适用于 UPS 

高能量模式电子枪模式
适用于 REELS 

真空传输模块
适用于空气敏感样品 

倾斜模块
适用于 ARXPS 测量 

样品偏差模块
适用于功函数测量 



为什么选择 
Nexsa？
快速的科研级能谱仪 
利用新型 X 射线单色仪，操作员可以以 5 µm 步长选
择 10 µm 至 400 µm 的 X 射线光斑，从而确保将分析
区域调节成目标特征，并最大程度增大信号。利用高
效电子透镜、半球形能量分析器和探测器，可实现绝
佳的灵敏度和快速数据采集。

绝缘体分析 
Nexsa 上的一键式自动化电荷补偿系统可轻松执行绝
缘体分析。专利的双束电荷中和源避免绝缘样品发生
荷电，因为使用极低能量电子，大多数情况下将不再
需要进行电荷校正。

深度剖析 
除表面分析外，N e x s a  还可利用标准离子源或 
MAGCIS（可选的双模式单原子和气体团离子源）进行
深度剖析。自动离子源优化和自动气体处理可确保卓
越的性能和实验重现性。
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Si 氧化物
W 氧化物
Ti 氮化物
Ti 氧化物
Co 硅化物

XPS SnapMap
分析特征一目了然 
要开始分析，您必须清楚目标区域。Nexsa 拥有一个
独特的三重相机光学系统，有助于您快速查找目标区
域，并将它们与分析位置对准。

如果目标区域不容易看到，则可借助 XPS SnapMap 
进行操作。SnapMap 快速成像功能可生成完全聚焦
的 XPS 图像，用于定义实验。

SnapMap 也可用于样品的采集和分析。用户可使
用 Thermo Scientific™ Avantage™ 软件收集和处理数
据，该软件包含生成元素化学态定量的所需的工具，
包括主成分分析。

微聚焦 X 射线源与 SnapMap 样品台扫描相结合，
用于保证灵敏度，确保整个图像中像素大小和焦点
的一致性。简而言之，Nexsa 可为复杂的样品生成
清晰的结果。
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X 射线照亮样品上小区域

来自该小区域的光电子被收集并聚焦至
分析器

随着样品台移动，可连续采集能谱

4
在整个数据采集过程中监控样品台位
置，这些位置用于生成 SnapMap



MAGCIS 
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样品

REELS 

ISS 

拉曼 

一套系统分析你
所有的样品
使用 Nexsa，所有技术将触手可及。标准配置包括高性

能 XPS 所需的一切选项。升级选项可将系统转换为完

整的分析工作站，有助于解决材料分析问题，提高生产

率。

XPS：X 射线光电子能谱可提供样品表面的元素含量以

及化学态信息

ISS：离子散射能谱可提供最表面原子层的元素组成信

息

拉曼：提供分子键和结构信息

REELS：反射式电子能量损失谱可提供电子结构信息，

并检测氢元素的含量

UPS：紫外光电子能谱可提供价电子信息

MAGCIS：单粒子和气体团簇离子源可扩展深度剖析功

能，从而能够分析如聚合物之类的“软质”层状材料



Avantage
表面分析数据系统
现代 XPS 系统最重要的组件就是它的数据系统。与所有 
Thermo Scientific XPS 系统一样，Nexsa 也利用 Avantage 
进行仪器控制、数据处理和报告生成。无论是在专业的研
究实验室，还是在多用户环境中工作，Avantage 都具有灵
活易用、功能齐全、操作直观的特性，可帮助各种水平的
用户最大程度地实现样品分析。

控制 

从样品加载至系统那一
刻起，Avantage 将处
理所有仪器操作，直至
进行数据采集。进样室
将被抽空，并自动传输
至分析室。转移样品所
需的时间决于系统中所
监控的压力，设定的时
间可确保放气样品保持
在进样室中，直到分析
准备就绪。Avantage 可监控所有系统参数，利用数据存储功能记录各个系统
组件的性能，并且能够通过一键式按钮自动校准 Nexsa。

采集 

数据采集无比简单。从实时光学视图或者拼盘相机中设置分析点或线扫描，使
用鼠标就可以设置分析区域，并匹配目标功能，接着通过元素周期表选择待分
析元素，然后开始实验。很快便可将复杂的实验设置好开始运行。可将多个位
置和试验类型（点、线、面、深度剖析）编程到同一个实验树中，从而对大型
样品组进行长时间、无人值守的运行。软件中包含相当多的默认参数和自动分
析程序，甚至可以利用系统帮助操作员制定数据分析策略，指导他们完成整个
分析过程，直至生成报告。

分析 

Avantage 拥有大量数据处理工具，可帮助用户最大程度地实现样品分析。从
基本工具到必要图谱定量分析功能和高效分峰拟合程序，以及用于图像和深度
剖析的复杂多元统计分析工具，Avantage 可满足各种水平用户的需求。在线
交互Knowledge Base数据库可为谱图解析提供帮助，并利用对照谱图和峰值拟
合图快速将数据生成结果。

报告 

Avantage 包含一系列工具，可根据用户需求将数据输出为各种格式的报告。



Nexsa 表面分析系统
多技术集成型 XPS

详细信息请访问 thermofisher.com/surfaceanalysis

标准配置

微聚焦、单色化 X 射线源

双束中和源

单粒子离子源

分析选项

紫外光电子能谱

离子散射能谱

反射式电子能量损失谱

拉曼光谱

MAGCIS 双模式离子源

ARXPS 倾斜模块

真空传输模块

集成手套箱


